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觸控面板外觀缺陷檢測技術
本文介紹觸控面板外觀缺陷檢測技術，包括影像擷取方式與缺陷判定演算法等；本系統之光學解析度為3μm，可檢測之缺陷解析度小於1μm，所使用的相機速度為160 Mbytes/sec，搭配演算法與FPGA加速，檢測速度可達160 Mbytes/sec，符合高速/高準確/低成本之檢測目標，文中亦探討目前業界檢測的項目及檢測結果。
